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Anordning och ffirfarande £5r kontroll av ett ffvetsomrada 
eamt inrattning och fdrfarande for styrning av en 
5 ffvstfloperation 

*> 

UPPFINNINGENS OMRADB OCH TIDIGARE TEKNIK 

F6religgande uppf inning avser en anordning fdr kontroll 

av ett svetsomr&de hos ett objekt i samband mad 

10 svetsning, vilken anordning innefattar medel for 
avbildning av svetsomradet , atminstone ett framfor eller 
hos avbildningsmedlet anordnat filter och medel £dr 
belysning av gvetsomr&det med ultraviolett straining. 
Uppf inningen avser vidare ett fdrfarande fdr kontroll av 

15 svetsomrAdet . N£mnda avbildningsmedel kan exetnpelvis 
utgoras av en kamera och d& speciellt av CCD-typ (Charge 
Couple Device) . En framtagen bild visas lampligtvis pa 
en TV-monitor- 



» r 
» 



20 P6religgande uppf inning avaer dessutom en inrattning fdr 
styrning av en evetsoperation innefattande medel f6r 
svetsning, en kontrollanordning enligt ovan, medel fdr 
behandling av en bild framtagen av avbildningsmedlet och 
medel fdr styrning av en eller flera svetsparametrar 

25 och/eller svetshuvudeta position baserat pi information 
fr&n bilden. Uppf inningen avser vidare ett fdrfarande 
for styrning av svetsoperationen, 

Fdr att fa en hdg kvalitet p& sveteen och reducerade 
30 kostnader fdr ett svetsat fdremal utnyttjar man idag en 
automat iserad svetsning, dAr olika typer av sensorer 
mater svetsfogens lage framfdr svetsen, gap och 
felpassning mellan del a ma som ska 11 svetsas ihop, eller 
svetsfogens bredd som bae fdr att styra svetsproceseen. 
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Det ar sedan tidigare kant att utnyttja miniatyrkameror, 
exempelvis en CCD-kamera, fdr att skapa en bild av 
svetsomradet , vidare utnyttjas en dator med realtids- 
bildbehandlingaprogram som ar ansluten till kameran. 
5 Detta mojliggdr automat isk matning i bilden. Med hjalp 
av den uppmatta inf orraationen styre en svetsrobot, 
varvid svetsprocessen kan regleras on-line. 

Ljuset frin ljusb&gen och svartkroppsstralningen fran 
10 sm&ltan maste dampas fdr att man skall kunna se eller 
detektera detalj er i smalt an med kameran. Den bild som 
skapas av kameran blir annare ojamnt exponerad pa grund 
av det stark t lysande omradet kring ljusbagen och 
smalt an. Enligt tidigare kanda system foreligger problem 
15 med att astadkomma en noggrann bild av sveteomradet med 
stor detalj information. 

En tidigare kand sadan anordning fdr kon troll av 
svetsomradet beskrivs i patentansokan JP 11187111. Man 
20 utnyttjar hlr ett stroboskop som sander ultraviolett 
straining for att belysa svetsomrAdet . vidare ar en 
kamera inrattad for att avbilda sveteomradet. Kama ran s 
slut are ar synkroniserad med stroboskopet . 

SAMMANFATTNINO AV UPPPINNINGEN 

Ett forsta syfte med uppfinningen ar att Astadkomma en 
anordning ffir kontroll av svetsomradet som ekapar 
forutsattningar for att astadkomma en bild av 
svetsomradet med en i fdrhallande till tidigare kand 
teknik storre detalj information och/eller noggranhet. 

Detta syfte uppnas genom att filtret utg6rs av ett 
bandpass f ilter som ar inrattat fdr filtrering kring en 
vaglangd inom det ultravioletta vaglangdsomradet . En 
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s&dan anordning kan exetnpelvis utnyttjas £6r att 
overvaka svetsprocessen och att etudera scnaltan i detalj 
och event ue lit f 6rekommande specie 11 a fenomen i sm&ltan, 
s&som cirkulationsstrdmning, fasoverg&ng frSn sm&lt till 
5 fast material, smalt ans geometriska form och upphdjning 
6ver materialet, fdrekomst av slaggbildning samt 
uppkomst av oxidation. 

» 

Bnligt en fdredragen ut for ings form av uppfinningen 
10 ligger namnda vAgl&ngd inom att v&gl&ngdsintervall pA 
260-400 nm. Det bar vieat sig att mycket goda resultat 
kan uppnds med ett bandpass filter £6r t iltrering i detta 
ovre ultravioletta v&glangdsomr&de . Speciellt gott 
resultat har uppn&tts med ett bandpassf liter inr&ttat 
15 for f iltrering vid en v&gl&ngd av ungefar 320 nm. 



• * 

r » «. 



25 



30 



Bnligt en annan fdredragen utf 6ringoform av uppfinningen 
&r bandpassf il tret inr&ttat f5r smalbandsf iltrering. 
Bandpassf iltret kr inrattat for filtrering inom ett 
20 interval 1 som ar mindre an 50 nm FWHM kring n&mnda 
v&gl&ngd, och f dretradesvis inom ett interval 1 som ar 
ungefar 10 nm FWHM. Uttzycket FWMH &r ett allmtat 
vedertaget mitt p4 bandf ilterbredd och avser "Pull Width 
at Half Maximum" . 



Btt andra eyfte med uppfinningen &r att dstadkoimna en 
inrattning f6r styrning av en svetsoperation som skapar 
forutsattningar for ett evetsat f6rem&l med en i 
f6rh&llande till tidigare teknik hogre svetskvalitet . 

Detta syfte uppn4s med en inrattning innefattande en 
kontrollanordning som innefattar medel f6r avbildning av 
sveteomridet , Atminotone ett framfdr eller hos 
avbildningsmedlet anordnat filter och medel f6r 
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belysning av svetsomradet med ultraviolett etr&lning, 
varvid filtret utgors av ett bandpassf ilter som cir 
inr&ttat f6r filtrering kring en vagl&ngd inom det 
ultravioletta vagl&ngdsomr&det . Inr&ttningen innef attar 
5 vidare medel for behandling av en bild Craratagen av 

* avbildningsmedlet och medel for atyrning av en eller 

flera svetaparametrar och/eller poeitionen for 

* svetsmedlets svetshuvud baserat p& information fr&n 

bilden. 

10 

Bnligt en fdredragen utf firings form ar bildbehandlings- 
medlet inr&ttat att mat a svetsbredden fr&n bilden. 
Utifr&n derma svetsbredd styrs darefter 

svetsparame t rarna , 

15 

Ett tredje syfte med uppfinningen &r att att astadkomma 
ett forfarande f6r Jcontroll av svetsomradet som skapar 
fdruts&ttningar for att Astadkomma en bild av 
svetsomradet med en i forhallande till tidigare k&nd 
20 teknik atorre detalj information och/eller noggranhet. 



Detta syfte uppnas genom att svetsomradet belyees med 
ultraviolett straining, varvid svetsomradet avbildas, 
varvid stralningen fr&n svetsomradet i en riktning mot 
25 ett medel for namnda avbildning filtreras och varvid 
filtrering utf Are med ett bandpassf ilter kring en 
vagl&ngd inom det ultravioletta v&gl&ngdsomr&det . 

Ett f jarde syfte med uppfinningen ar att astadkomma ett 
30 ffirfarande ffir styrning av en svetsoperation som skapar 
f5rutsattningar f6r ett svetsat foremal med en i 
f6rhallande till tidigare teknik hSgre svetskvalitet . 
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Detta eyfte uppnAe genom att svetsomrAdet belysee med 
ultraviolett straining, varvid svetsomrAdet avbildas, 
varvid s training en frin svetsomrAdet i en rik tiling mot 
ett medel for namnda avbildning filtreras, varvid 
5 filtrering utfors med ett bandpassfilter kring en 
vAglAngd inom det ultravioletta vAgl&ngdeomrAdet och 
varvid en bild framtagen av avbildningsmedlet behandlas 
och en eller flera svetsparametrar och/eller positionen 
f&r ett svetshuvud styrs baserat pA information frAn 
10 bilden. 

Ytterligare foredragna utforingsf ormer av och fordelar 
med uppf inningen framgAr av dvriga krav och den fdljande 
beakr ivningen . 

15 

KORT BBSKRIVNING AV FIGURER 

Uppf inningen skall beekrivas n&rmare i det f61jande, med 
h&nvisning till den utfaringsf orm mom vieas pA de 
bifogade ritningarna, varvid 
20 FIG 1 visar schematiskt en inr&ttning f6r styming av 

en svetsoperation, och 
FIG 2 visar en fdrstorad bild av den inbordes 

placeringen av svetshuvud, kamera och strAlk&lla 

i figur 1- 

25 

DETALJERAD BESKRIVNING AV EN F6REDRAGEN UTF6RINGSFORM 
I Fig 1 och 2 visas en inrAttning 1 for styming av en 
: svetsoperation. StyraingsinrAttningen 1 innefattar en 

anordning 2 f6r kontroll av ett svetsomrAde hos ett 
: 30 objekt 14 , vilken anordning i sin tur innefattar medel 3 

for avbildning av svetsomrAdet, vilket utg6rs av en 
kamera, ett bandpassfilter 4 anordnat framf6r en line 15 
hos kameran, och medel 5 fdr belysning av svetsomrAdet 
- ♦ med ultraviolett strAlning. 

w mm 
m » * 
• * « 
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Filtret 4 ar inr&ttat for bortskiljning av specifika 
vaglangder harrdrande fr&n straining och utstralat ljus 
fran svetsomradet och utgdre av ett smalbandigt 
5 interferens filter for filtrering av specifika vagl&ngder 
inom det ultravioletta omr&det. Man belyser alltsft 
sveteomradet med ultraviolett straining aamtidigt socn 
kameran endast registrerar straining inom ett 
smalbandigt ultraviolett omrade, 

10 

Belysningsmedlet 5 innefattar en UV-str&lningskalla 12 
och en till denna ansluten optisk ljusledare, sasom en 
fiberledare 13, socn ar inrattad f6r belysningen av 
svetsomradet . 

15 

Kontrollanordningen innefattar vidare medel 6 for 
visning av en av kameran framtagen bild av svetsomradet, 
vilJcet utgore av en TV-monitor eller dataskarm. Med 
hjalp av TV-monitorn kan en detaljerad visualisering av 
20 svetaf&rloppet uppnaa. Kameran 3 ar alltsa ansluten till 
TV-monitom 6. 

Kameran 6 utgors lampligtvie av en rainiatyrkamera, sasom 
en CCD- eller CMOS-kamera ("Charge Metal Oxide 
25 Conductor*). stymingsinrattningen 1 innefattar vidare 
medel 7 f6r svetsning, vilket utgors av en svets robot 
innefattande ett svetshuvud 11 , ee figur 2, 

Stymingsinrattningen 1 innefattar vidare medel 9 f6r 
30 behandling av en bild framtagen av kameran 3 r vilket 
innefattar en centralenhet (CPU), eller dator, 
Stymingsinrattningen 1 innefattar vidare medel 10 f6r 
styrning av en eller flera svetspararaetrar och/eller 
svetshuvudets 11 position baserat pa information 
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framtagen fr&n bilden* Centralenheten 9 &r alltsA 
ansluten till kameran 3 och till svats robot ens 8 
styrmedel 10 - 

5 Central enha ten 9 innefattar mjukvara fdr bildbehandling 
och n&rmare bestamt fdr matning av eve ts ens bredd direkt 
fr&n bilden, Detta benamns vanligtvie fdr ett 
real tidsbildbehandlingssys tern. Exempelvis anvande en 
kantdetekteringsalgoritm eller n&gon annan typ av 
10 bildbehandlingsalgoritm som utnyttjar kontrastskillnader 
fdr matning av svetsbredden . Materialegenskaperna och 
den under sveteningen p& materialet uppkomna oxidationen 
inverkar i detta fall gynnsamt till att skapa 
kontrastskillnader i bilden. Detta &r sSrskilt uttalat 
15 vid svetsning av rostfritt stai, sAsom 316L. 

Da torn 9 jSmfor narmare bestamt den uppmatta 
svetsbredden (Wi) mad ett ref erensvarde pa nominell 
svetsbredd (Wr) och beraknar en awikelse (e) som en 
2 0 differens me 1 lan den uppmatta svetsbredden och namnda 
ref erensvarde (e»Wr-Wi) . vSrdet fdr awikelsen sands 
d&refter till svetsrobotens 8 styrmedel 10- Baserat pA 
uppmatt svetsbredd, eller n&rmare beetamt namnda 
beraknade awikelse (e) , styre darefter specif ika 
25 svetsparametrar, s4som svetsstrdm och/eller avstAnd 
mellan svetshuvudet ll och det fdr svetsning avsedda 
objektet 14 etc. Man kan alltsa andra svetshuvudets 11 
fysiska lage i fdrh&llande till avetsomridet/svetsen/- 
objektet baserat p& namnda matning. Med andra ord mats 
30 svetsbredden on-line och svetepenetrationen styrs direkt 
baserat p& uppmatt svetsbredd. 

Den fdreliggande uppfinningen ar framfdr allt inriktad 
mot kontroll och styrning av ljusbAgesvetsning, 
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specif ikt TIG ("Tungsten- Inert-Gas" ) , vilket &ven 
benimns GTAW ( "Gas- Tungsten -Are -Welding 1 ' ) , men kan iven 
utnyttjas fdr andra svetsmetoder d&r energitillf Srseln 
sker pa annat s&tt eller i ett annat spektralomr&de, 
5 till exempel vid lasersvetsning med infrarSd str&lning. 
Uppfinningen kan till&mpas vid svetsning p& olika 
material, exempelvis rostfritt st&l, Inconel 718 och 
Greek-Ascoloy, men ar inte pi nAgot s&tt begransad till 
dessa material . 

10 

Genom att tillfdra ultraviolett str&lning i kombination 
med smalbandig filtrering kan man f& en homogen 
exponering av bilden med en i forhillande till tidigare 
teknik forbattrad bildkvalitet . En ytterligare effekt av 

15 kombinationen av ultraviolett belysning och samtidig 
filtrering *r att den stSrsta delen av den ultraviolet ta 
str&lningen fr&n ljusb&gen och sm&ltan filtreras bort, 
vilket skapar f 6ruts&ttningar for att titta rakt in i 
sm&ltan vid svetselektroden utan att str&lningen fr&n 

20 smSltan bottnar kameran. Detta m6jligg6r m&tning av 
sm&ltans geometriska utstr&ckning, och alltsA av 
svetsbredden. En ytterligare effekt av bestrAlningen med 
ultraviolett ljus Sr att kontrasten och detal j rikedomen 
i hoa bilden av smalt an och stelningsomr&det f6rstarks 

2 5 betydligt. 

Kameran 3 utgdrs har av en CCD-kamera med spektral 
kanslighet for vAgiangder >280 nm. Kameran har inbyggd 
automatiak f drst&rkningskontroll (AGO och det 

3 0 smalbandiga interf erenef iltret 4 ikr anordnat framfdr 

mottagarlinsen 15. Som ett alternativ kr f iltret 
anordnat mellan linsen och kameradetektorn . Som ett 
ytterligare alternativ, eller komplement s& innefattar 
kameran en apertur (iris) som ger lamplig exponering. 
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Kameran 3 ar monterad p& svetshuvudet 7 och tit tar in 
mot svetssmaltan bakifran och uppifran under en lamplig 

vinkel mot svetshuvudet, lampligtvis 20-40°. 
Uppfinningen ar emellertid inte pa nagot satt begransad 
5 till detta utan kameran kan exempelvie vara anordnad att 
titta in i svetssmaltan framifran. 

UV-stralningekallan 12 ar inrattad for utsandning av 
straining i omradet 280-400 ran och speciellt i omradet 
10 320-400 nm. UV-stralningsk&llan 12 utgors har av en 
kvicksilverlampa. Stralningskallan 12 ar vldare inrattad 
sa att UV-ljuset val fyller ut kamerans 
betraktningsf alt . 

15 Det har visat sig att mycket goda result at uppnatte med 
filtrering i den nedre del en av spektralomradet , dvs vid 
vaglangder som ar mindre an 350 nm. I detta omrade 
reduceras inverkan av ett av ljusbagen och smaltan 
alstrat starkt lysande omrade i bilden. Speciellt goda 

20 resultat har uppnatte vid vaglangder som ar mindre an 
330 nm. Filtreringen utfdrs fdretradesvis vid vaglangder 
som Ar s tor re an eller ungefar 300 nm. En fdredragen 
v&glangd fdr namnda filtrering ligger inom 300-320 nm. 

25 Bandpass fi It ret Ar vidare inrattat for smalbands- 
filtrering och narmare bestamt inom ett intervall som ar 
mindre an 50 nm FWHM kring namnda vaglangd. 
t Bandpassf iltret ar f 6retr&desvis inr&ttat f6r filtrering 

inom ett intervall som ar mindre an 30 nm FWHM kring 
I': 30 namnda vaglangd. Bandpassf iltret ar speciellt inrattat 

f6r filtrering inom ett intervall som ar mindre an 20 nm 
FWHM och i synnerhet inom ett intervall som ar ungefar 
10 nm FWHM, men filtrering inom ett mindre intervall Sr 

^ — m- 

;"\: ocksa m6jligt, sasom 5 nm FWHM. 

' • 

9 » » 
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Ett f lertal olika kombinationer av vAgl&ngd och bandpass 
ar allteA mojliga. Enligt ett fdrsta exempel utnyttjaa 
ett bandpassf ilter med v&gl&ngden 320 nm och 10 run FWHM- 
5 Enligt ett andra exempel utnyttjas ett bandpassf ilter 
med vagl&ngden 320 nm och 5 nm FWHM. Enligt ett tredje 
exempel utnyttjas ett bandpassf ilter med v&glangden 300 
nm och 10 nm FWHM. 

10 Piltret 4 ar vidare inrattat f6r filtrering inom ett 
visst v&glangdsband som ar anpaseat efter det 
v4glangdsomrAde som belysningemedlet &r inr&ttat att 
beXysa med. Omv^nt sA skulle man kunna kompensera med 
den tillfdrda strilningen fdr ett specif ikt valt filter. 

15 Man kan d&rf6r t&nka sig ett flertal olika kombinationer 
av v&glangdsomr&den fdr utstr&lat ljus och filter. 

Centralenheten 9 innef attar ett minne, som i sin tur 
innef attar ett datorprogram med dataprogramsegraent, 

20 eller en programkod, for att utfdra m&tningsfdrf arandet 
d& programme t kdrs. Detta datorprogram kan 6varf6ras 
till centralenheten 9 pa olika eStt via en 
f ortplantningssignal, exempe 1 vi s via nedladdning frAn en 
annan dator, via trdd och/eller tr&dldst, eller genom 

25 montering i en minneekrets, Speciellt kan 
f ortplantningssignalen dverforas via internet. 

Uppfinningen avser vidare en datorprogramprodukt 
innefattande dataprogramsegment lagrade p4 ett 
30 datorl&sbart medel for att utfdra matningefdrf arandet 
nar programmet k6ra. Detta dator l&sbara medel kan 
exempelvis utgdras av en diskett. 
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UV-stralningskallan ar inrattad att ge en kontinuerlig 
be ly suing. 

Uppfinningen skall inte anses vara begransad till det 
5 ovan beskrivna utf oringsexemplet, utan en rad ytter- 
ligare varianter och modif ikationer ar t&nkbara inom 
raraen for ef terf 61 jande patentkrav. 

Namnda medel 9 f&r behandl ing av en bild framtagen av 
10 kameran 3 och namnda medel 10 for styrning av en eller 
flera svetsparametrar sJculle kunna utgdras av en och 
samma enhet, saeom en dator. 



Som en alternativ UV-stralningekalla skulle 
15 laserstralning, eller annan typ av potentiell UV- 
strilare / kunna utnyttjas f6r stralningen. 

Svetsmedlet 7 behove r inte nodv&ndigtvis innefatta en 
svetsrobot, utan enligt ett alternativ utnyttjas ett 
20 traditionellt svetsaggregat utan 6 j 41 vstyrande funktion. 

Den ovan beekrivna tekniken skulle ocksa kunna anvandas 
som ett eget system for f ogf 61jning, eller i 
kombination mod det har fores lagna systemet fdr 

25 styrning av svetspenetration. Kameran f&r fogf&ljning 
skulle i denna tillampning exempelvis sitta monterad 
framf6r svetshuvudet och titta in mot svetsomradet , 
varvid man i en och samma bild skulle kunna detektera 
fogen och smalt an. Genom att mat a fogens lags i sidled 

3 0 i bilden och jamfora denna med smaltans l&ge skulle man 
i realtid med ett bildbehandlings system kunna styra 
svetsen sa att denna fdljer fogen. Metoden skulle ocksa 
kunna anvandas for att raata upp gapet mellan platarna 
som skall svetsas i omedelbar narhet till smalt an. 

35 
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PATKNTKRAV 

1. Anordning (2) fftr kontroll av ett sveteomr&de hoe ett 
5 objekt (14) i saonband med svetsning, vilken anordning 
innef attar medel (3) f6r avbildning av svetaomradet , 
itminstone ett framfdr eller hos avbildningemedlet (3) 
anordnat filter (4) och medel (5) fdr belysning av 
svetsomr&det med ultra violet t s training 
10 kannetecknad av, 

att filtret (4) utg6r@ av ett bandpass f ilter som 
inrattat fdr filtrering kring en vAglftngd inom det 
ultravioletta vaglangdsomradet . 

15 2. Anordning enligt kravet 1, 
kannetecknad av, 

att namnda vaglangd ligger inom ett vaglangdaintervall 
pd 280-400 nm, 

20 3. Anordning enligt krav 1 eller 2, 
kannetecknad av, 
att namnda vaglangd ar mindre an 350 ran. 

4. Anordning enligt krav 1 eller 2, 
25 kSnnetecknad av, 

att namnda vaglangd ar mindre In 330 ran. 

5. Anordning enligt n&got av de fSregiende kraven, 
kSnnetecknad av, 

30 att namnda vaglangd ar atorre an 290 nm. 

6. Anordning enligt kravet 1/ 
kannetecknad av, 

att namnda vaglangd &r ungefar 320 nm. 
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7. Anordning enligt nagot av de fdregaende kraven, 
kannetecknad av, 

att bandpassf iltret (4) ar inrattat fdr filtrering inom 
5 ett intervall som ar mindre an 50 nm FWHM kring n&mnda 
vaglangd . 

8- Anordning enligt nagot av kraven 1-6, 
kannetecknad av, 
10 att bandpassf iltret (4) ar inrattat f6r filtrering inom 
ett intervall som ir mindre an 30 nm FWHM kring naranda 

vs 



♦ * 



9. Anordning enligt nAgot av kraven 1-6, 
15 kannetecknad av, 

att bandpassf iltret (4) ar inrattat f6r fiiltrering inom 
ett intervall som ar mindre an 20 nm FWHM. 

10. Anordning enligt nagot av kraven 1-6, 
20 kannetecknad av, 

att bandpassf iltret (4) ar inrattat f6r filtrering inom 
ett intervall som ar ungef&r 10 nm FWHM. 

11. Anordning enligt nagot av de fdregaende kraven, 
25 kannetecknad av, 

att avbildningsmedlet (3) innef attar en kamera. 

12. Inrattning (i) fdr styming av en svetsoperation 
innef attande model (7,8,11) fdr svatsning, en 

30 kontrollanordning (2) enligt nagot av de ovanstaende 
kraven, medel (9) fdr behandl ing av en bild framtagen av 
avbildningsmedlet (3) och medel (10) fdr styming av en 
eller flera svetsparametrar och/eller positionen fdr 
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svetsmedlete (7) svetshuvud (11) baeerat pA information 
frAn bilden. 

13. inrAttning enligt krav 12, 
5 kAnnetecknad av, 

att bildbehandlingsmedlet (9) ar inrattat att mata 
svetsbredden fran bilden- 

14 . P6rf arande for kontroll av ett svetsomrAde hos ett 
10 objekt (14) i saraband med svetsning, varvid svetsomrAdet 

belysee med ultraviolett strAlning, varvid svetsomrAdet 
avbildas, och varvid strAlningen frAn svetsomrAdet i en 
riktning mot att medel (3) fdr n&mnda avbildning 
f iltreras 
15 kAnnetecknat av, 

att filtrering utf6rs med ett bandpaaaf ilter (4) kring 
en vAglangd inom det ultravioletta vAgl Angdsomr Adet . 

15. F6rf arande enligt krav 14, 
20 kAnnetecknat av, 

att nAmnda vAglAngd ligger inom ett vAgl&ngdsintervall 

pA 280-400 ran. 

16. Fdrf arande enligt krav 14 eller 15, 
25 kAnnetecknat av, 

att nAmnda vAglangd ar mindre An 350 nm. 

17. P6rf arande enligt krav 14 eller 15, 
kAnnetecknat av, 

30 att nAmnda vAglangd Ar mindre An 330 nm. 

18. F6rf arande enligt nAgot av kraven 14-17, 



k A 



nnetecknat av, 

nAmnda vAglAngd Ar storre An 290 nm. 



att 
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19, Fdrfarande enligt krav 14, 
k&nnetecknat av, 

att namnda v&gl&ngd Sr ungefAr 320 nm. 

5 

20. Forfarande enligt n&got av kraven 14-19, 
kannetecknat av, 

att bandpassfiltret (4) &r inrfittat £6r filtrering inom 
ett intervall som ar mindre in 50 nm FWHM kring namnda 
10 va 



21. F6rfarande enligt n£got av kraven 14-19 , 
kannetecknat av, 

att bandpassfiltret (4) Sr inrSttat £6r filtrering ij 
15 ett intervall som ar mindre Sn 30 nm FWHM kring n&randa 



22- F6rfarande enligt n&got av kraven 14-19, 
kannetecknat av, 
20 att bandpassfiltret (4) &r inrtttat fdr filtrering inom 
ett intervall som &r mindre &n 20 nm FWHM kring namnda 



23, Forfarande enligt n4got av kraven 14-19, 
kannetecknat av, 

att bandpassfiltret (4) £r inrSttat f6r filtrering inom 
ett intervall som fir ungefSr 10 nm FWHM. 

24. F&rfarande f6r styming av en svetsoperation 
30 innefattande stegen enligt n&got av kraven 14-23, varvid 

en bild framtagen av avbildningsmedlet (3) behandlas och 
en eller flera svetsparametrar och/eller positionen for 
ett svetshuvud (11) styrs baserat pA information frAn 
bilden. 
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25. F6rf arande enligt krav 24, 
kannetecknat av, 

att bredden pa den avbildade svetsfogen mats och namnda 
5 svetsparametrer och/eller svetshuvudets (11) position 
styrs baserat pa uppmatt svetsbredd. * 

26. Forf arande enligt krav 25 , 
kannetecknat av, 

10 att den uppmatta svetsbredden jamf&rs med ett eller 
flera referensvarden och vid en detekterad awikelse 
fran ett godkant interval 1 ea regleras namnda 
svetsparameter och/eller svetshuvudets (11) position. 

15 27. Datorprogram innefattande dataprogramsegment f6r att 
utffcra forfarandet enligt nagot av kraven 14-26 n4r 
programme t kors pa en dator. 

28. Datorprogramprodukt innefattande dataprogramsegment 
20 lagrade pA ett dator lasbart medel for att utfdra 
forfarandet enligt nagot av kraven 14-26 nar programme t 
kors pa en dator. 
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Uppfinningen avser en anordning (2) for kontroll av ett 
svetsomr&de hoe ett objekt (14) i satriband med svetening, 
vilken anordning innefattar medel (3) fdr avbildning av 
5 avetsomr&det , Atminstone ett fratnf or eller hoe 
avbildningsmedlet (3) anordnat filter (4) oeh medel (5) 
f6r belysning av svetsomrAdet mad ultraviolett 
straining. Filtret (4) utg6rs av ett bandpassf liter eom 
ar inrSttat f6r filtrering kriixg en v&glangd inom det 
10 ultravioletta v&glangdsomr Adet - 

■ 

(Pig. l) 
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